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DESCRIPCION
Método y sistema para la cancelacién de un patrén de puerta deslizante adaptativa en la deteccion de metales
Campo de la invencién

La presente invencion se refiere en general a sistemas de deteccion de metales y, mas especificamente, a un
método y a un sistema para reducir los efectos de interferencia de la sefial de puertas de metal de las capacidades
de deteccion de metales del sistema de deteccion de metales.

Antecedentes de la invencion

Los sistemas de deteccion de metales son utiles en la deteccion de la retirada no autorizada de articulos de metal a
partir de un area protegida, asi como en la deteccién de objetos metalicos que puedan introducirse en un area
protegida. Especialmente en entornos minoristas, los sistemas de deteccién de metales ahorran a las tiendas cientos
de miles de dolares al evitar la retirada no autorizada de articulos no pagados de la tienda. En lugares como
escuelas, aeropuertos y estadios, los detectores de metales sirven para evitar que los clientes traigan armas u
objetos que puedan causar dafio a otros o se vayan con articulos que no han comprado.

Los sistemas de deteccion de metales se combinan a menudo con los sistemas de vigilancia electronica de articulos
("EAS"). Los sistemas de EAS se usan comUnmente en tiendas minoristas y otras configuraciones para evitar la
retirada no autorizada de bienes de un area protegida. Normalmente, un sistema de este tipo se configura en una
salida del area protegida. El sistema incluye uno o mas transmisores, receptores y antenas, almacenados en una
carcasa (tal como un pedestal de EAS) capaz de generar un campo electromagnético a través de la salida, conocida
como "zona de interrogacion” o "region de deteccion”. Los articulos a proteger estan etiquetados con un marcador
de EAS que, cuando esta activo, genera una sefal de respuesta cuando pasa a través de esta zona de
interrogacion. Una antena y un receptor en el mismo u otro "pedestal" detectan esta sefial de respuesta y generan
una alarma y/o envian un mensaje de alerta al personal de monitorizaciéon. Los sistemas de deteccién de
metales/EAS combinados utilizan los pedestales para detectar tanto la retirada no autorizada de productos como los
objetos metalicos que entran o salen de la zona de interrogacion.

Una de las razones para la combinacion de funciones de deteccion de metales en un sistema de EAS es debido a
los problemas experimentados por los sistemas de EAS relativos a su incapacidad para detectar la retirada no
autorizada de articulos etiquetados cuando las etiquetas se colocan en un entorno blindado, por ejemplo, cuando las
etiquetas de EAS estan contenidas en una bolsa forrada de metal. A menudo, los compradores inescrupulosos traen
bolsas forradas de metal a una tienda con la idea de colocar un articulo que tenga una etiqueta de EAS en la bolsa e
intentar salir de la tienda sin ser detectado. Los sistemas de deteccién de EAS que no incluyen la capacidad de
deteccién de metales pueden ser derrotados utilizando este método. Por lo tanto, para evitar que esto ocurra, los
sistemas de EAS emplean capacidades de deteccion de metales. Con la aparicion de la deteccion de metales
integrada con la tecnologia de EAS, los sistemas de EAS se han vuelto cada vez mas robustos y sin problemas al
ofrecer a los clientes una solucion completa para sus necesidades de prevencion de pérdidas. El nuevo sistema
"combinado" utiliza los pedestales de EAS existentes, maximizando asi la eficiencia en términos de coste, espacio y
estética general del sistema.

Sin embargo, los sistemas de deteccion de metales, si son sistemas independientes, o sistemas de deteccién de
metales/EAS en combinacién no estan desprovistos de sus problemas inherentes. Un problema que surge es
cuando un sistema de deteccion de metales o combinacion de sistemas de sistemas de deteccion de metales/EAS
se ha instalado cerca de algun tipo de objeto metalico grande, tal como un marco de puerta de metal. Las puertas de
metal, tales como, por ejemplo, las puertas correderas de metal son comunes en muchos entornos de tiendas
minoristas. Estas puertas correderas de metal tienden a degradar el rendimiento de la deteccion de metales. Esto se
debe a que cuando se instala cerca de un marco de puerta de metal, el gradiente del campo electromagnético, que
es la esencia de la deteccion de metal, se ve comprometido cuando la puerta esta en movimiento, lo que lleva a
falsas alarmas. Ademas, la cantidad de metal en la puerta en comparacion con la cantidad de metal presente en un
objeto metalico transitorio, tal como un blindaje de etiqueta, por ejemplo, una bolsa forrada con papel de aluminio da
como resultado una sefial de respuesta de deteccion de metal desde la puerta que es muchos érdenes de magnitud
mas fuerte que la respuesta del objeto metalico transitorio, tal como el blindaje de la etiqueta de metal. Si bien estas
puertas de metal no tienen ningun efecto en la deteccion de EAS, la interferencia con las capacidades de deteccion
de metal del sistema causada por la apertura y cierre de estas puertas y la cantidad de metal en la puerta puede ser
bastante grave.

Otros intentos para disminuir o eliminar los efectos de las puertas de metal en una zona de deteccion de metal han
demostrado ser inadecuados. Algunos de estos incluyen el blindaje y la separacién eléctrica de la puerta y los
pedestales, que recomiendan una distancia "segura"; y el desarrollo de un sistema de deteccién de metales
auténomo completamente nuevo que funciona independientemente del sistema de EAS. Como una puerta de metal
deslizante tiene efectos profundos en el sistema de deteccion de metales, no es una opcion practica blindar la puerta
de las antenas. La porcion de deteccion de metal de los sistemas de deteccidon de metales/EAS en combinacion es
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extremadamente sensible a cualquier cambio en el gradiente de campo y, por lo tanto, no hay una cantidad
razonable de blindaje metalico que sea adecuado para evitar el cambio en el gradiente de campo cuando las puertas
correderas de metal estan en movimiento. La colocacion del sistema a una distancia "segura", o la utilizacion de
sistemas de deteccion de metales no independientes de EAS no son eficientes, ya que los métodos anulan el
proposito de integrar la deteccion de metales en los sistemas de EAS, que en la mayoria de los casos no estan
instalados cerca de puertas de metal deslizantes.

Ademas, los sistemas de deteccion de metales suelen perder precision en la deteccion de metal con el tiempo
debido a la deriva o cambios en el tiempo. La deriva puede deberse a numerosos factores, como el movimiento de
componentes y los cambios en la zona de deteccion de metales. Por ejemplo, una sefal recibida por el sistema de
deteccion de metales puede variar con el tiempo o desviarse a pesar de que los objetos metalicos que el sistema fue
disefiado para detectar no estan presentes, por ejemplo, la amplitud de la sefial aumenta con el tiempo, aunque los
objetos metalicos no estén presentes. La deriva, por ejemplo, el aumento de la amplitud de la sefial puede causar
falsas alarmas de deteccién de metales en las que el nimero de falsas alarmas puede aumentar continuamente a
medida que la deriva empeora, de manera que el sistema puede terminar disparando falsas alarmas
constantemente. Para solucionar el problema de falsas alarmas, los usuarios del sistema de deteccion de metales,
como las tiendas minoristas, pueden tener que instalar un nuevo sistema de deteccion de metales o pueden
necesitar que un técnico recalibre manualmente el sistema. Tales acciones para solucionar el problema de falsas
alarmas pueden incurrir en costes sustanciales e incluso pueden disuadir a las tiendas minoristas de solucionar el
problema, es decir, simplemente pueden apagar el sistema de deteccién de metales, dejando la tienda vulnerable al
robo.

Por lo tanto, lo que se necesita es un sistema y un método para anular los efectos de puertas de metal méviles en
una zona de interrogacion de deteccidn de metales, teniendo en cuenta los factores medioambientales tales como el
patron de deriva.

Las publicaciones WO 2011/139323 y WO 2008/125621 divulgan sistemas de EAS/de deteccion de metales de la
técnica anterior.

Sumario de la invencion

La presente invencion proporciona un dispositivo de vigilancia electronica de articulos/deteccion de metales segun la
reivindicacion 1, un sistema de vigilancia electrénica de articulos/deteccion de metales integrado segun la
reivindicacion 8, y un método para reducir los efectos de interferencia de puertas de metal en un sistema de
vigilancia electrénica de articulos/deteccion de metales segun la reivindicacion 14.

La presente invencién proporciona ventajosamente un método y un sistema para reducir los efectos de interferencia
de la sefal de puertas de metal en un sistema de deteccion de metales. El sistema incluye un transmisor operable
para transmitir una sefial de interrogacion que se usa para detectar objetos metalicos transitorios dentro de la region
de deteccion, un receptor operable para recibir sefiales instantaneas que representan perturbaciones del campo
electromagnético durante la operacion del sistema de deteccion de metales e incluyen perturbaciones del campo
electromagnético atribuidas al movimiento de puertas de metal. El sistema también incluye un médulo de deteccion
de metales que determina una forma de onda resultante que representa la diferencia entre las sefiales instantaneas
recibidas durante la operacién del sistema de deteccion de metales y un patrén registrado de sefiales que
representan las perturbaciones del campo electromagnético causadas por un patron de movimiento de las puertas
de metal en la regién de deteccién cuando un objeto metalico transitorio no esta presente. El patron de registro se
cancela desde la forma de onda resultante dejando solo sefales de objetos metalicos transitorios detectados en la
region de deteccion de metales sin la interferencia de sefales de las puertas de metal.

En un aspecto de la invencion, se proporciona un método para reducir los efectos de interferencia de la sefial de
puertas de metal en un sistema de deteccién de metales. El método incluye el registro de un patron de sefales que
representan perturbaciones del campo electromagnético a lo largo del tiempo causadas por un patron de movimiento
de las puertas de metal en una regién de deteccidon cuando un objeto metalico transitorio no esta presente. El
método también incluye recibir sefiales instantaneas que representan perturbaciones del campo electromagnético
durante la operacién del sistema de deteccidon de metales. Las sefiales instantaneas incluyen perturbaciones del
campo electromagnético atribuidas al movimiento de las puertas de metal, donde el movimiento de las puertas de
metal durante la operacion del sistema de deteccidn de metales es sustancialmente el mismo que el patron de
movimiento de las puertas de metal durante el registro del patrén de sefales. El método también incluye determinar
una forma de onda resultante, donde la forma de onda resultante representa una diferencia entre las sefales
instantaneas recibidas durante la operacion del sistema de deteccion de metales y el patrédn de sefales registrado.

En otro aspecto, se proporciona un sistema de deteccion de metales. El sistema de deteccion de metales incluye un
transmisor operable para transmitir una sefial de interrogacion, donde la sefial de interrogacién establece una region
de deteccion y se usa para detectar objetos metalicos transitorios dentro de la region de deteccién, un receptor
operable para recibir sefiales instantaneas en respuesta a la sefial de interrogacion, donde las sefiales instantaneas
representan perturbaciones del campo electromagnético durante la operacion del sistema de deteccion de metales,
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incluyendo las sefales instantaneas perturbaciones del campo electromagnético atribuidas al movimiento de puertas
de metal y un modulo de deteccion de metales. EIl médulo de deteccion de metales determina una forma de onda
resultante, donde la forma de onda resultante representa una diferencia entre las sefales instantaneas recibidas
durante la operacion del sistema de deteccion de metales y un patrén registrado de sefiales que representan
perturbaciones del campo electromagnético en el tiempo causadas por un patron de movimiento de las puertas de
metal en la regién de deteccion cuando un objeto metalico transitorio no esta presente. El movimiento de las puertas
de metal durante la operacion del sistema de deteccion de metales es sustancialmente el mismo que el patron de
movimiento de las puertas de metal durante el registro del patron de sefales. El médulo de deteccion de metales es
operable para determinar si un objeto metalico esta presente en la regién de deteccion en funcién de la forma de
onda resultante.

De acuerdo con otro aspecto mas, se proporciona un sistema de EAS/deteccién de metales integrado. El sistema
integrado de EAS/de deteccion de metales incluye un transmisor operable para transmitir una sefal de interrogacion,
estableciendo la sefial de interrogacion una zona de interrogacion y se usa para detectar marcadores de EAS y
objetos metalicos transitorios dentro de la zona de interrogacion, y un receptor operable para recibir sefiales
instantaneas en respuesta a la sefal de interrogacion. Las sefales instantaneas representan perturbaciones del
campo electromagnético durante la operacion del sistema de deteccion de metales, incluyendo las sefales
instantaneas perturbaciones del campo electromagnético atribuidas al movimiento de puertas de metal. El sistema
incluye ademas un médulo de deteccion de metales operable para determinar una forma de onda resultante,
representando la forma de onda resultante una diferencia entre las sefales instantaneas recibidas durante la
operacion del sistema de deteccion de metales y un patron registrado de sefiales que representan perturbaciones
del campo electromagnético en el tiempo causadas por un patron de movimiento de las puertas de metal en la
region de deteccién cuando un objeto metdlico transitorio no esté presente. EI movimiento de las puertas de metal
durante la operacion del sistema de deteccion de metales es sustancialmente el mismo que el patrén de movimiento
de las puertas de metal durante el registro del patron de sefales. El médulo de deteccion de metales es operable
para determinar si un objeto metalico esta presente en la regién de deteccion en funciéon de la forma de onda
resultante.

De acuerdo con otro aspecto mas, se proporciona un dispositivo de vigilancia electrénica de articulos/deteccion de
metales. El dispositivo incluye un receptor que recibe un patrén de sefial que representa las perturbaciones del
campo electromagnético en el tiempo causadas por el movimiento de puertas de metal en una regién de deteccion.
El dispositivo incluye ademas una memoria en comunicacién con el receptor. La memoria almacena un patrén de
sefal registrado de un patrén de sefial recibido previamente y al menos un criterio de calidad. El dispositivo incluye
ademas un procesador en comunicacién con la memoria. El procesador determina los signos vitales del patron que
indican una calidad del patrén de sefal recibido. El procesador determina ademas si se cumple el al menos un
criterio de calidad en funcion, al menos en parte, de los signos vitales del patréon. El procesador actualiza atin mas el
patron de sefial registrado basandose, al menos en parte, en determinar si se cumple con al menos un criterio de
calidad.

De acuerdo con otro aspecto mas, se proporciona un sistema integrado de vigilancia electrénica de articulos
(EAS)/deteccion de metales. El sistema incluye al menos un sensor en el que al menos un sensor detecta posicion
de puertas de metales en una region de deteccion. El dispositivo incluye un receptor en comunicacion con el al
menos un sensor. El receptor recibe datos de posicion de puertas de metal y un patron de sefial que representa las
perturbaciones del campo electromagnético causadas por el movimiento de las puertas de metal en la regiéon de
deteccidn. El dispositivo incluye ademés una memoria en comunicacion con el receptor. La memoria almacena un
patron de sefal grabado de un patrén de sefial recibido previamente y al menos un criterio de calidad. El dispositivo
incluye ademéas un procesador en comunicacioén con la memoria. El procesador determina si las puertas de metal se
abren basandose, al menos en parte, en los datos de posicion. El procesador también determina los signos vitales
del patrén en respuesta a la determinacion de las puertas de metal que se abren. Los signos vitales indican una
calidad del patrén de sefal recibido. El procesador determina ademas si el al menos un criterio de calidad se cumple
basandose al menos en parte en los signos vitales del patron. El procesador actualiza aun mas el patréon de sefal
registrado en respuesta a la determinacion de que se cumple al menos un criterio de calidad.

De acuerdo con otro aspecto mas, se proporciona un método para reducir los efectos de interferencia de sefial de
puertas de metal en un sistema de deteccion de metales. Se recibe un patrén de sefial que representa las
perturbaciones del campo electromagnético causadas por el movimiento de puertas de metal en una regién de
detecciéon. Se almacena un patréon de sefal registrado de un patron de sefial recibido previamente y al menos un
criterio de calidad. Se determinan los signos vitales. Los signos vitales indican una calidad del patron de sefal
recibido. Se determina si se cumple el al menos un criterio de calidad basado al menos en parte en los signos vitales
del patrén. El patrén de sefial registrado se actualiza en respuesta a la determinacion de que se cumple al menos un
criterio de calidad.

Breve descripcion de los dibujos

Un entendimiento mas completo de la presente invencion, y las ventajas y caracteristicas correspondientes se
obtendra mas facilmente con referencia a la siguiente descripcion detallada cuando se considera en conexion con
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los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1 es un diagrama de un sistema integrado de deteccion de metales/vigilancia electrénica de articulos
("EAS") a modo de ejemplo con puertas de metal cerradas construido de acuerdo con los principios de la
presente invencion;

La figura 2 es un diagrama del sistema integrado de EAS/deteccién de metales de la figura 1 que muestra las
puertas de metal deslizantes en una configuracién abierta;

La figura 3 es un diagrama de bloques de un sistema integrado de deteccién de metales/EAS a modo de ejemplo
construido de acuerdo con los principios de la presente invencion;

La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso a modo de ejemplo mediante el cual la presente
invencién detecta y cancela las perturbaciones extrafias causadas por la apertura de puertas de metal dentro de
la zona de deteccién de metales cuando no hay objetos metalicos en la zona de deteccién de metales;

La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso a modo de ejemplo mediante el cual la presente
invencion filtra las perturbaciones extrafias causadas por la apertura de puertas de metal para detectar objetos
metdlicos en la zona de deteccion de metales cuando hay objetos metalicos presentes en la zona de deteccion
de metales;

La figura 6 es una comparaciéon entre una forma de onda registrada que representa una interferencia causada
por una puerta de metal deslizante y una forma de onda instantanea que representa una perturbacion de campo
detectada por el sistema de detecciéon de metales de la presente invencion;

La figura 7 es una comparacion entre la forma de onda registrada y la forma de onda instantanea en la que se
ilustran las propiedades de la deriva de la sefal en el sistema integrado de EAS/deteccion de metales;

Las figuras 8 y 9 son diagramas de bloques que ilustran un proceso de actualizacién de patrén a modo de
ejemplo de la presente invencion;

La figura 10 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso de analisis de patron a modo de ejemplo de la
presente invencion; y

La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso de actualizacion de indicador a modo de ejemplo
de la presente invencion.

Descripcion detallada de la invencién

Antes de describir en detalle ejemplos de realizacion que estan en conformidad con la presente invencion, se
observa que las realizaciones residen principalmente en combinaciones de componentes del aparato y etapas de
procesamiento relacionadas con la implementacién de un sistema y método para reducir las falsas alarmas en la
detecciéon de metales o sistemas integrados de deteccion de metales/EAS causados por perturbaciones de campo
atribuidas a la apertura y cierre de puertas de metal dentro o cerca de la zona de interrogacion de deteccion de
metales. Por consiguiente, los componentes del sistema y del procedimiento han sido representados cuando sea
apropiado mediante simbolos convencionales en los dibujos, mostrando solo los detalles especificos que son
pertinentes para comprender las realizaciones de la presente invencidén para no oscurecer la divulgacién con detalles
que seran facilmente evidentes para los expertos en la técnica que tienen el beneficio de la descripcion en el
presente documento.

Tal como se utilizan este documento, términos relacionales tales como primero y segundo, superior e inferior, y
similares se pueden usar Unicamente para distinguir una entidad o elemento de otra entidad o elemento sin requerir
o implicar necesariamente ninguna relacion fisica o légica u orden real entre tales entidades o elementos.

Una realizacion de la presente invencion proporciona ventajosamente un método y un sistema para reducir las falsas
alarmas que se producen en sistemas de deteccion de metales debido a las perturbaciones de campo causadas por
la apertura y cierre de puertas de metal de deslizamiento préximas a la zona de interrogacién de deteccion de
metales. EI movimiento de las puertas de metal deslizantes introduce sefales extrafias dentro del campo
electromagnético ("EM") que pueden enmascarar la deteccion de objetos metalicos reales que entran o salen de una
zona de deteccion de metales. La presente invencion mide las sefiales producidas por el movimiento de las puertas
de metal sin la presencia de otros objetos metalicos, registra estas sefiales y las filira de la energia EM instantanea
total detectada instantaneamente recibida durante la deteccion real del metal para determinar con mayor precision si
se ha detectado un objeto metalico sin la interferencia potencial de las perturbaciones de la sefial causadas por el
movimiento de las puertas de metal.

Con referencia ahora a las figuras de los dibujos en las que las referencias de designacion se refieren a elementos
iguales, se muestra en la figura 1, una configuracion a modo de ejemplo de un sistema 10 integrado de
EAS/deteccion de metales construido de acuerdo con los principios de la presente invencién y ubicado, por ejemplo,
en la entrada de una instalacion minorista. Cabe sefialar que la presente invencidon es igualmente adaptable a los
sistemas de deteccion de metales autbnomos como a los sistemas de deteccién de metales/EAS integrados. Por lo
tanto, los términos "sistema de EAS/deteccion de metales", "sistema de deteccion de metales" y "sistema de
deteccién" se utilizan indistintamente en esta memoria descriptiva y la exclusion de uno u otro no limitara la
invencién de ninguna manera.

El sistema 10 de deteccion de EAS incluye un par de pedestales 12a, 12b (denominados colectivamente en este
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documento como "pedestales 12") en lados opuestos de una entrada 14 de la puerta. Una o mas antenas para el
sistema de deteccion 10 pueden incluirse en los pedestales 12a y 12b, que se encuentran separados por una
distancia conocida. Las antenas ubicadas en los pedestales 12 estan acopladas eléctricamente a un controlador del
sistema 16 que controla la operacién del sistema de deteccion 10. Dentro del controlador del sistema 16 hay un
moédulo de deteccion de metales 18, un médulo de actualizacién de patrones 64, un modulo de andlisis de patrones
66 y un médulo de actualizacion de indicadores 68. El modulo de deteccion de metales 18 detecta la presencia de
objetos metalicos dentro de una regién de deteccién de metales. El médulo de deteccion de metales 18 detecta la
presencia de objetos metalicos que entran o salen de una zona de interrogacion establecida por las antenas dentro
de los pedestales 12. El médulo de actualizacion de patrones 64 puede determinar si actualizar el patrén registrado
44 como se describe en detalle con respecto a las figuras 8-9. El médulo de analisis de patrones 66 puede
determinar los signos vitales o caracteristicas del patron como se describi6é en detalle con respecto a la figura 10. El
modulo de actualizacion de indicadores 68 puede determinar si uno o mas indicadores de actualizacién se actualizan
como se describe en detalle con respecto a la figura 11. EI médulo de deteccion de metal 18 puede implementarse
en hardware y/o como software que opera en un microprocesador. EI médulo de deteccion de metales 18, el médulo
de actualizacién de patrones 64, el médulo de analisis de patrones 66 y el médulo de actualizacion de indicadores
68 también pueden ser un médulo de software almacenado en la memoria de, por ejemplo, un controlador de
sistema de una combinacién de sistemas de deteccion de metales’/EAS que se ejecuta mediante un
microprocesador. Alternativamente, el médulo de deteccién de metales 18, el mdédulo de actualizacion de patrones
64, el modulo de analisis de patrones 66 y el médulo de actualizacién de indicadores 68 pueden, ellos mismos, tener
un controlador u otra unidad de procesamiento que realice las funciones de deteccion de metales.

El médulo de detecciéon de metales 18 funciona para detectar la presencia de objetos metdlicos dentro de una zona
de deteccién de metales dada. El médulo de deteccion de metales 18 incluye una antena transmisora que transmite
sefales de interrogacion de deteccion de metales a una frecuencia especifica tal como, por ejemplo, 56 kHz. El
transmisor puede estar ubicado en, dentro o cerca del pedestal 12 en la entrada de la tienda, y transmite una sefal
electromagnética dentro de una zona de interrogacion especifica. La zona de interrogacion podria ser, por ejemplo,
el suelo de una tienda donde se pueden traer o retirar objetos metalicos de la zona. El transmisor también incluye el
hardware y software necesarios para generar la sefial. El médulo de deteccion de metales 18 también incluye una
antena, "escucha" las sefales recibidas de objetos metalicos y las envia al médulo de deteccion de metales 18. En
una realizacién, si la sefial recibida esta por encima de un umbral dado, entonces la alarma de deteccion de metales
sonara.

Un método para la deteccidén de metales se basa en la deteccion de una corriente de Foucault inducida durante una
excitacion electromagnética ("EM"). La corriente de Foucault inducida se disipa muy rapidamente, en el orden de
decenas de microsegundos en el caso de un buen conductor. La disipacién es peor con un conductor pobre. Incluso
con un buen conductor, la disipacién de la corriente de Foucault es aproximadamente dos érdenes de magnitud mas
corta que la del marcador acustico.

La entrada 14 incluye una o mas puertas correderas de metal 20, que se abren o cierran cuando los clientes se
acercan a las puertas 20. Situadas en o cerca de las puertas 20 hay uno o mas sensores de puerta 22, que detectan
movimiento, es decir, la apertura o el cierre de las puertas 20, por ejemplo, cuando un cliente se acerca a las puertas
20 para entrar o salir de la tienda. Los sensores 22 estan en comunicacion operativa con el controlador del sistema
16 y, mas particularmente, con el modulo de deteccidén de metales 18, y envian sefiales al controlador del sistema 16
y/o al médulo de detecciéon 18 indicando si las puertas 20 estan abiertas o cerradas, y si estan abiertas, en qué
medida estan abiertas. Los sensores 22 pueden ser uno o mas sensores segun las complejidades relacionadas con
las puertas de metal 20 y su disefio. La invencién no se limita a un nimero especifico o a la colocacion de los
sensores 22. También se sefiala que el término "sensor”, como se usa en este documento, se refiere a cualquier
dispositivo que pueda detectar la posicion de las puertas 20. En otras palabras, se contempla que un sensor como
se usa de acuerdo con la presente invencion puede ser un interruptor de contacto, un interruptor magnético, un
traductor de tension, etc.

Como se muestra en la figura 1, las puertas 20 estan en una configuracién cerrada, lo que indica que ningun cliente
se ha acercado a las puertas 20. La figura 2 muestra las puertas 20 en una orientacién abierta. Por lo tanto, uno o
mas clientes se han acercado a las puertas 20, que, como es bien sabido en la técnica, estan disefiadas para
detectar el acercamiento de una persona y se abren automaticamente. Los sensores de puerta 22 detectan no solo
que las puertas 20 se han abierto, sino que también detectan hasta qué punto estan abiertas, es decir, las puertas
de posicion relativa 20 estan en comparacién con una posicidn completamente cerrada, como en la figura 1. La
informacién sobre el estado posicional de las puertas 20 se transmite al controlador del sistema 16 y/o al médulo de
deteccion de metales 18 a través de una conexion cableada o inalambrica.

Como se ha mencionado anteriormente, la presente invencion es adaptable para ser usada no solo en un sistema de
deteccion de metales auténomo, sino también en un sistema de EAS/deteccion de metales en combinacion. Con
referencia ahora a la figura 3, un sistema integrado de deteccion de metales/EAS a modo de ejemplo que puede
incluir un controlador 24 (por ejemplo, un procesador o microprocesador), una fuente de energia 26, un transceptor
28, una memoria 30 (que puede incluir una memoria no volatil, una memoria volatii o una combinacién de las
mismas), una interfaz de comunicacién 32 y una alarma 34. El controlador 24 controla las comunicaciones de radio,
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el almacenamiento de datos en la memoria 30, la comunicacién de datos almacenados a otros dispositivos y la
activacion de la alarma 34. La fuente de alimentacion 26, tal como una bateria o alimentacion de CA, suministra
electricidad al controlador del sistema de EAS 16. La alarma 34 puede incluir software y hardware para proporcionar
una alerta visual y/o audible en respuesta a la deteccion de un marcador de EAS y/o metal dentro de una zona de
interrogacion del sistema de EAS/deteccion de metales 10.

El transceptor 28 puede incluir un transmisor 36 acoplado eléctricamente a una o mas antenas de transmisién 38 y
un receptor 40 acoplado eléctricamente a una o mas antenas de recepcion 42. Alternativamente, se puede usar una
sola antena o un par de antenas como la antena de transmisiéon 38 y la antena de recepcion 42. El transmisor 36
transmite una sefal de radiofrecuencia utilizando la antena de transmisién 38 para "activar" un marcador de EAS
dentro de la zona de interrogacién del sistema 10 de deteccion de metales/EAS. El receptor 40 detecta la sefal de
respuesta del marcador de EAS utilizando la antena de recepcion 42.

En una realizacién, el médulo de deteccion de metales 18 es un médulo de software almacenado dentro de la
memoria 30. Sin embargo, el médulo de deteccion de metales 18 también puede implementarse utilizando
componentes discretos o puede ser una combinaciéon de elementos de hardware y software. Por ejemplo, ademas
de o en lugar del controlador 24, el médulo de deteccion de metales 18 puede tener un controlador u otra unidad de
procesamiento que realice las funciones de filtrado y deteccién de metales que se describen aqui.

Los sensores 22 transmiten sefiales a la antena 42 que indican la posicion relativa de las puertas 20. Estas sefiales
indican la posicion exacta de las puertas 20 dentro de la entrada 14. La antena 42 envia esta informacion al
controlador del sistema 16. La informacion de posicion también se envia al modulo de deteccion de metales 18. La
apertura y el cierre de las puertas de metal 20 exhiben un patrén reconocible de interferencia con respecto al campo
electromagnético ("EM"). Ventajosamente, la presente invencion utiliza esta informacién registrando estos patrones y
usandolos como referencia. Por ejemplo, sin operar el sistema de deteccién de metales con el propédsito de
detecciéon de metales, es decir, con el proposito de calibrar sin la presencia de un objeto metalico transitorio en la
zona de interrogacion establecida por los pedestales 12, se pueden registrar sefiales de interrogacion de deteccion
de metales relacionadas con la cantidad de perturbacion del gradiente del campo electromagnético causada por las
puertas 20 y se mueven desde una posicion completamente cerrada y gradualmente se abren hacia una posicién
completamente abierta. El sistema de deteccion de metales puede registrar los efectos de las puertas de metal 20
en el campo EM sin ningun objeto metalico en la zona de deteccion de metales para determinar las perturbaciones
debidas unicamente a la presencia y al movimiento de las puertas de metal 20. Las medidas de intensidad de sefial
se realizan peridodicamente a medida que las puertas 20 se mueven a su posicidbn completamente abierta. La
frecuencia de muestreo de las mediciones se puede basar en la velocidad de procesamiento y la memoria de
almacenamiento del controlador del sistema 16. Las mediciones de intensidad de sefial forman un patron. Las
mediciones de intensidad de la sefial que forman el patréon se registran y se utilizan como referencia para el
reconocimiento y la cancelacion del patron, lo que da como resultado una sefial de deteccion de metal anulada sin
efectos de la puerta en movimiento. Por lo tanto, en lugar de que el médulo de deteccién de metales 18 solo reciba
sefiales de la antena 42 y procese estas sefiales para determinar si hay objetos metalicos presentes, el médulo de
deteccién de metales 18 ahora también recibe informacion sobre la posicién de la puerta de metal obtenida por el
sensor 22.

Como se describe a continuacion, el médulo de deteccién de metales 18 compara una serie de sefiales instantaneas
recibidas desde la antena 42, donde estas sefiales indican las perturbaciones del campo electromagnético recibidas
durante la fase de deteccion de metales. Las sefales incluyen respuestas de objetos metalicos interrogados, asi
como sefales atribuidas al movimiento de las puertas de metal 20. El médulo de deteccién de metales 18 compara
estas sefiales recibidas con el patron registrado previamente de sefiales relacionadas exclusivamente con las
perturbaciones de EM causadas por el movimiento de las puertas de metal 20 para proporcionar una sefial de
anulacién resultante que indica la presencia de objetos metalicos en la region de deteccion de metales sin los
efectos interferentes de las puertas de metal 20.

La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un proceso a modo de ejemplo mediante el cual la presente
invencion detecta y registra los patrones de interferencia causados por la apertura de las puertas 20 sobre las
capacidades de deteccién de metal del sistema 10 y como la interferencia causada por las puertas 20 se puede
filtrar y eliminar, lo que permite que se produzca la deteccion de metales sin la interferencia de la sefial de una
puerta de metal extrafia. En la figura 4, un patron 44 que representa sefiales relacionadas con perturbaciones EM
causadas por el movimiento de las puertas de metal 20 se muestrea y se registra inicialmente para establecer un
patron de referencia de base. Asi, por ejemplo, las medidas se toman cuando las puertas de metal 20 se abren.
Estas mediciones rastrean las perturbaciones del campo EM causadas por la apertura y el cierre de las puertas 20 a
lo largo del tiempo sin la operacion del modulo de deteccion de metales 18 y sin ningun otro objeto metalico
transitorio presente, por ejemplo, bolsas revestidas con papel de aluminio. Por lo tanto, la forma de onda registrada
representa las perturbaciones EM causadas unicamente por las puertas 20 sin que tenga lugar ninguna deteccion de
metal. En una realizacién, las muestras de la abertura de las puertas 20 se toman y registran una y otra vez hasta
que se detecta un patrén consistente.

Cuando la porcién de deteccion de metales del sistema 10 esta en funcionamiento, la antena 42 recibe sefiales que
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indican la presencia o ausencia de objetos metalicos dentro de la region de deteccion de metales. Estas sefales
instantaneas incluyen sefales de interferencia causadas por la apertura de las puertas de metal 20, asi como
cualquier objeto metalico transitorio y proporcionan una sefal instantanea a lo largo del tiempo, dando como
resultado una forma de onda 46. Debido a la influencia de las puertas de metal 20, la sefial 46 detectada puede
enmascarar las pequefias sefales reales recibidas de objetos metalicos transitorios. Sin embargo, como la forma de
onda 44 representa las perturbaciones causadas unicamente por la apertura y el cierre de las puertas 20, estas
sefales se restan o cancelan, lo que resulta en una sefal anulada, representada por la forma de onda 48. La figura
4 representa el escenario donde no se detectan objetos metalicos en la region de deteccion. En otras palabras, la
forma de onda registrada 44 causada por los patrones de perturbacién creados por la apertura de las puertas 20 sin
deteccion de metal y la forma de onda instantanea 46 detectada durante la operacion de deteccién de metal son
virtualmente idénticas, ya que no hay objetos metalicos transitorios en la regiéon de deteccion y todas las sefiales
detectadas se deben a puertas de metal 20. Por lo tanto, la forma de onda resultante 48 muestra una linea
sustancialmente plana, que indica que no hay perturbaciones en el tiempo, ya que la forma de onda 46 y la forma de
onda 44 se han cancelado entre si.

Hay que sefalar que, aunque la forma de onda 48 esta representada por una linea sustancialmente horizontal en la
figura 4, dicha linea no implica que el resultado de restar el patron registrado 44 de la sefal instantanea 46 (de
viceversa) sea cero. Se contempla que la linea sustancialmente horizontal se puede desplazar desde el punto cero
del "eje y". La sefal anulada resultante 48 se procesa luego mediante el bloque de procesamiento del detector de
metales 49, libre de influencias y perturbaciones de las puertas de metal, para determinar si hay objetos metalicos
gue pasan a través del sistema 10. En el caso del ejemplo mostrado en la figura 4, el bloque de procesamiento del
detector de metales 49 determina a partir de la forma de onda 48 que no hay objetos metalicos transitorios presentes
en la regién de deteccion de metales.

La sefal representada por la forma de onda 48 resultante corresponde a la situacién en la que no hay objetos
metalicos transitorios en la zona de deteccion de metal. Esta sefial se pasa a través de un filtro de paso bajo ("LPF")
50 para filtrar cualquier sefial extrafia que pueda indicar que hay metal en la region. Debido a que la forma de onda
registrada 44 puede cambiar con el tiempo debido a cambios ambientales, la presente invencion incluye una
disposicién que actualiza la forma de onda 44 en consecuencia para tener en cuenta estos cambios. El cambio que
puede ocurrir con el tiempo se conoce como "deriva". Esta deriva garantiza una actualizaciéon del patrén registrado
44 cuando la deriva cae dentro de un cierto rango predeterminado o ha excedido un umbral predeterminado. El filtro
de paso bajo 50 se utiliza para garantizar que esta deriva es "real" y cumple dos criterios: deriva gradual y deriva
permanente.

Se examina la sefal filtrada para determinar si la deriva de la sefal real ha excedido una cantidad umbral (etapa
S52). Si la deriva ha excedido la cantidad de umbral predeterminada, entonces se determinara si la deriva es real y
no se debe a otros factores como valores atipicos o "picos" en el sistema (etapa S54). Las etapas S52 y S54 pueden
realizarse por hardware, software o una combinacion de ambos, por ejemplo, en el controlador del sistema 16. Si se
produjo una deriva real, el controlador del sistema 16 actualiza el patron almacenado 44, por ejemplo, utilizando el
ultimo patrén instantaneo, es decir, la forma de onda que se produce después de que el filiro 50 haya procesado la
forma de onda 48 o al solicitar al personal de administracion que inicie un proceso de recalibraciéon mediante el cual
se registra el patron 44 que se obtiene a sabiendas sin la presencia de metal transitorio en el sistema. Por lo tanto,
cuando se ha producido un exceso de deriva, el sistema 10 actualiza de manera ventajosa el patron registrado 44
almacenado. Esto proporciona un punto de referencia mas preciso para la futura deteccion de objetos metalicos
utilizando la presente invencion. Si se determina que la deriva no es una deriva real, sino que se debe a valores
atipicos extrafios, o si la deriva no ha excedido el umbral predeterminado, el patrén registrado 44 no se actualiza y el
patron registrado actual 44 continua utilizandose. Por lo tanto, el sistema 10 incluye un médulo para determinar si se
ha producido alguna desviacion. Este moédulo, que puede incluir el filtro 50, puede incluir cualquier combinacion de
hardware y software necesaria para determinar si esta deriva es una deriva real y no es causada por valores
atipicos, y si el patron registrado de sefiales causado por el movimiento de puertas de metal 20 debe ser
actualizado.

La figura 5 es un diagrama que muestra una disposicion en la que estan presentes objetos metalicos transitorios en
la zona de deteccion de metales. En esta realizacion, la forma de onda 44 que representa perturbaciones de EM
debidas al movimiento de las puertas de metal 20 se resta de la forma de onda de la sefal instantanea 56, que
representa la sefal instantanea recibida desde la antena 42, como en la figura 4. Sin embargo, ahora, la forma de
onda resultante 58 que se envia al bloque de procesamiento del detector de metales 49 representa la presencia de
objetos metalicos transitorios en la zona de deteccion de metales, ya que la sefial anulada representada por la forma
de onda 58 ya no es plana, como en la figura 4. Por lo tanto, la forma de onda resultante 58 representa la diferencia
entre la sefal instantanea real 56, que incluye los patrones de perturbaciones causados por el movimiento de las
puertas 20, y la forma de onda registrada 44 que se basa Unicamente en las puertas 20. La forma de onda resultante
58 es procesada por el bloque de procesamiento de detector de metales 49 que, en el caso de la realizacién de la
figura 4, determina la presencia de objetos metalicos en la zona de deteccion. Ventajosamente, la sefial resultante
58 no se degrada por la influencia de las puertas de metal 20, ya que el patrén de perturbacién debido a las puertas
20 es conocido, y se elimina de la sefal instantanea 56. En la figura 4, el filtro 50, que puede ser un filtro de paso
bajo, junto con las funciones realizadas en las etapas S52 y S54, determinan si alguna deriva percibida excede un
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umbral predeterminado y si la deriva es deriva "real" y no es causada por ningun valor atipico. Si se determina que la
deriva percibida es la deriva real, entonces el patréon de perturbacién 44 registrado originalmente se reemplaza por la
forma de onda actual 58 y se usa para los analisis de deteccién de metales posteriores. En una realizacion, el filtro
de paso bajo 50 es un filtro lento que tiene un gran nimero de tomas, por ejemplo, 500-1000 tomas, para eliminar
asi los cambios a corto plazo, es decir, los impulsos, de activar el proceso de registro adicional del umbral de deriva.

La figura 6 ilustra una comparacion de un patron registrado a modo de ejemplo 60 que representa las perturbaciones
de campo de la puerta de metal EM y una sefal instantanea a modo de ejemplo 62 que representa las
perturbaciones de campo instantaneas medidas por un sistema de deteccion de metales que utiliza la presente
invencion. Cada forma de onda mide el nivel de perturbacion (eje vertical) en funcion del tiempo (eje horizontal),
donde las puertas de metal 20 comienzan en una posicion completamente cerrada y se separan gradualmente,
separandose cada vez mas, hasta que se abren completamente. La forma de onda superior, es decir, el patrén 60
registrado en la figura 6 representa la forma de onda registrada de las sefiales de perturbaciéon producidas por las
puertas 20 que se mueven desde una posicion completamente cerrada a una posicidbn completamente abierta. Esta
forma de onda 60 representa sefiales de perturbacion debidas Unicamente a las puertas 20, y no a ningun otro
objeto metalico. La forma de onda mostrada como sefial instantanea 62 representa la sefial de deteccion de metal
instantanea medida recibida por la antena 42, e incluye tanto sefiales de perturbacién de las puertas 20 como
cualquier otra sefal detectada por la antena 42 en respuesta a una sefial de interrogacion de deteccion de metal.

En el ejemplo mostrado en la figura 6, hay muy poca diferencia entre el patrén registrado 60 y la sefial instantanea
real 62, lo que indica que no hay objetos metalicos transitorios presentes en la zona de deteccién de metales, como
se muestra en el escenario de la figura 4. En este escenario, la forma de onda anulada resultante seria una linea
sustancialmente horizontal, como la forma de onda resultante anulada 48 en la figura 4, u otra imagen visual que
indique que la forma de onda 60 y la forma de onda 62 son virtualmente idénticas, debido al hecho de que ningun
otro objeto metalico transitorio esta contribuyendo a las perturbaciones del campo EM que no sean el movimiento de
las puertas de metal 20. Sin embargo, si los objetos metalicos estuvieran en la zona de deteccion de metales, la
forma de onda resultante seria reconociblemente diferente de la forma de onda resultante 48 anulada, tal vez
mostrando "picos" y/o "valles". Dependiendo de la escala de los ejes, estas variaciones podrian aparecer mas
grandes o mas pequefias en la forma de onda 58. Estas variaciones indicarian la presencia real de objetos metalicos
transitorios en la zona de deteccién y la diferencia entre la forma de onda para la sefial instantanea 62 y la forma de
onda para el patréon registrado 60 seria un patron diferente a la linea sustancialmente horizontal como cuando no
habia objetos metalicos detectados. Ventajosamente, una vez que la forma de onda atribuida al movimiento de las
puertas de metal 20 se cancela desde la forma de onda compuesta, la forma de onda restante puede procesarse
mediante el bloque de procesamiento de deteccidén de metales 49, donde se determina si hay objetos metalicos en la
region de deteccion de metales, sin la interferencia de puertas de metal 20.

Se indica que, aunque la presente invencion se discute y describe utilizando ejemplos en los que las puertas 20
empiezan desde una posicion completamente cerrada a una posicion completamente abierta, la presente invencién
no esta limitada a ello. Se contempla que se pueden registrar una serie de patrones diferentes donde las puertas 20
comienzan a abrirse antes de estar completamente cerradas. Tal situacién puede producirse, por ejemplo, cuando
un usuario activa la apertura de la puerta antes de completar el cierre. Al registrar la serie de patrones, la sefal
instantanea se puede comparar con el patréon registrado correspondiente al estado de cierre de las puertas 20
cuando se activa la apertura. Por ejemplo, se puede registrar un patrébn donde la apertura de la puerta se activa
cuando las puertas 20 solo se cierran en un 50 %. Si se determina que la sefial instantanea se basa en el patron de
cierre del 50 %, el patrén registrado correspondiente al cierre del 50 % se utiliza para la comparacion.

La presente invencién tiene en cuenta ventajosamente perturbaciones de la sefial EM que se atribuyen a la apertura
y al cierre de puertas de metal 20 dentro de una zona de deteccidn de metales que de otro modo enmascaran la
deteccién de objetos reales en la zona de deteccion de metales. Al registrar previamente los efectos de las puertas
20 a lo largo del tiempo, se crea una forma de onda 44. Esta forma de onda 44 se resta de la sefial instantanea real
detectada recibida desde la antena 42 debido a las sefales de respuesta de interrogacion recibidas desde objetos
dentro de la zona de deteccion de metales. La forma de onda resultante se analiza para determinar si los objetos
metalicos transitorios estan realmente presentes en la region de deteccién de metales, donde la forma de onda
resultante ya no incluye los efectos de las puertas de metal 20. Se observa que la presente invencién es adaptable
tanto a los sistemas de deteccion de metales como a los sistemas integrados de deteccién de metales/EAS. Por lo
tanto, la deteccion de laminas metalicas se puede lograr en sistemas que ya utilizan la tecnologia EAS para evitar la
retirada no autorizada de bienes de un area protegida. El método y el sistema de la presente invencién mejoran la
capacidad de EAS al reducir los efectos que tienen las puertas de metal deslizantes en la capacidad de deteccion de
metales para detectar de manera mas eficiente y precisa cuando objetos metalicos, tales como bolsas de laminas de
metal, se introducen en la region de deteccién, para el propdsito de retirada de objetos de la zona de EAS y de
deteccién de metales.

La figura 7 ilustra una comparacién de un patrén registrado a modo de ejemplo 44 y una sefial instantanea 46
(también denominada "patrén instantaneo 46"). El patrén registrado 44 representa las perturbaciones del campo EM
de la puerta de metal, mientras que el patrén instantaneo 46 representa las perturbaciones del campo instantaneo
medidas por un sistema de deteccion de metales que utiliza la presente invencion. El patrén instantaneo 46 se
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puede medir a lo largo del tiempo en el que cada medicion puede corresponder a una posicion especifica de la
puerta, por ejemplo, el patrén instantaneo 46 corresponde a un ciclo de puerta respectivo. El patrén registrado 44
puede ser un patron instantaneo recibido previamente 46 que puede actualizarse como se describe en detalle con
respecto a la figura 8. En particular, la figura 7 ilustra el patrén instantaneo 46 con deriva cuando se compara con el
patron registrado 44. La desviacién se indica mediante la diferencia de nivel de sefal entre el patron registrado 44 y
el patrén instantaneo 46.

La desviaciéon puede ser causada por cambios en la region de deteccidon, cambios en la configuracion del sistema 10
y el envejecimiento de los componentes, entre otras razones. Los cambios en la region de deteccidén pueden incluir
cambios posicionales en los sensores de puerta 22, pedestales 12 y puertas 20, entre otros cambios posicionales de
componentes en el sistema 10 que pueden causar que el patrén instantdneo 46 se desvie del patrén registrado 44
cuando no hay ningun objeto metalico presente. Los cambios en la region de detecciéon pueden incluir la adicién de
objetos o componentes dentro o cerca de la regién de deteccion para provocar la deriva. Por ejemplo, la adicién de
un anuncio estacionario que tiene metal cerca de la regién de detecciéon puede hacer que el patrén instantaneo 46
se desvie del patron registrado 44. Aunque no se ilustra en la figura 7, otros signos vitales o caracteristicas del
patron registrado 44 y el patrén instantaneo 46 pueden determinarse como se describe en detalle con respecto a la
figura 10.

La figura 8 es un diagrama de flujo de ejemplo del proceso de actualizacion del patron registrado 44 de acuerdo con
los principios de la invencion. Se determina si las puertas 20 se abren (Etapa S56). Por ejemplo, los sensores 22
pueden transmitir informacién o datos de posicion al controlador del sistema 16, el moédulo de deteccion de metal 18,
el moédulo de actualizaciéon de patrones 64, entre otros médulos, en los que los datos de posicion indican la posicién
relativa de las puertas 20 en comparaciéon con una posicién completamente cerrada de las puertas 20, es decir, los
datos de posicion pueden indicar que las puertas 20 se estan abriendo. Si se determina que las puertas 20 estan
cerradas, la etapa S56 puede repetirse. Si se determina que las puertas 20 se abren, se determina si se necesita
una actualizacion forzada del patrén 44 registrado (Etapa S58). De acuerdo con la invencion, la actualizacion
forzada del patron 44 se produce cuando el controlador del sistema 16 determina que al menos un atributo del
sistema excede un umbral de indicador, de manera que el indicador se activa, es decir, se establece, como se
explica en detalle con respecto al proceso de actualizacién del indicador de la figura 11.

La determinacion de si es necesaria la actualizacién forzada de patrén registrado 44 se basa al menos en parte en
un ajuste de un indicador de fuerza. El indicador de fuerza puede ser un caracter o una serie de caracteres
almacenados en la memoria 30 que indica si se debe forzar una actualizacion del patron registrado 44. Por ejemplo,
un indicador de fuerza que tiene un valor de "0" puede indicar que no se debe forzar la actualizacion del patrén
registrado 44, mientras que un valor de "1" puede indicar que se debe forzar la actualizacion del patron registrado
44. El ajuste del indicador de fuerza se describe en detalle con respecto al proceso de actualizaciéon de indicadores
de la figura 11. La cancelacién del patron y/o el procesamiento de deteccion pueden inhibirse si se determina que se
necesita una actualizacién forzada del patrén registrado 44, por ejemplo, la cancelacion del patrén puede no ser
necesaria durante la actualizacion forzada porque el patrén registrado 44 debe actualizarse antes de que se realice
el procesamiento de deteccion.

Si el médulo de actualizacién de patréon 64 determina que se necesita una actualizacion forzada de patron registrado
44, puede realizarse un proceso de analisis de patron (Etapa S60). El proceso de analisis de patrones puede
determinar las caracteristicas vitales o los patrones que indican la deriva del patron y la calidad del patrén
instantaneo 46, entre otras caracteristicas del patron. La deriva del patrén es la cantidad de deriva del patrén
instantaneo 46 en comparacion con el patrén registrado 44. El proceso de analisis de patron y los signos vitales del
patrén se discuten en detalle con respecto a la figura 10.

Se realiza una determinacién en cuanto a si al menos un criterio de calidad se cumple (Etapa S62). Los criterios de
calidad corresponden a un nivel minimo de calidad en el patrén instantaneo 46 para registrar ese patréon para uso
futuro. Por ejemplo, los criterios de calidad pueden definir un valor maximo de recuento de picos correspondiente a
una calidad de patrén minima aceptable. Continuando con el ejemplo, un valor maximo de recuento de picos de
ocho (8) puede indicar una calidad de sefial minima requerida del patron instantaneo 46 en la que un numero
creciente de picos corresponde a una calidad de patrén mas baja. Por lo tanto, en este ejemplo, superar los ocho
picos indica que el criterio de calidad no se ha cumplido. Los criterios de calidad pueden indicar un valor minimo
correspondiente a un nivel minimo de calidad requerido en el patrén instantaneo 46. Por ejemplo, los criterios de
calidad pueden definir un nivel de sefial minimo requerido del patrén instantaneo 46, de modo que caer por debajo
del nivel de sefial minimo indica una calidad de patréon baja. Los criterios de calidad se discuten en detalle con
respecto al proceso de analisis de patrones de la figura 10.

Si se determina que los criterios de calidad no se cumplen, que significa que el patrébn no cumple con el nivel
deseado de calidad, la actualizacién forzada de patrén registrado 44 puede no producirse, es decir, el proceso de
actualizacion patron puede volver a la Etapa S56. En otras palabras, mientras que la actualizacion forzada del patrén
registrado 44 es necesaria debido a un indicador activado, por ejemplo, el indicador establecido en "1", la
actualizacion forzada puede no actualizar o reemplazar el patrén registrado 44 con un patron instantaneo de baja
calidad 46, es decir, el patron instantaneo 46 no cumple con los criterios de calidad. El proceso de la Etapa S56 se

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2714454 T3

puede repetir de tal manera que la determinacién de la Etapa S62 se repita utilizando otro patrén instantaneo
recibido 46 durante un nuevo ciclo de puerta, es decir, durante otra apertura de puertas 20 u otro ciclo de puerta.

Si el al menos un criterio de calidad se determina que se cumple, el patron registrado 44 puede actualizarse o
sustituirse con el patron instantaneo 46 (Etapa S64). El patrén instantaneo 46 que tiene un patréon de calidad que
cumple con los criterios de calidad reemplaza al patron registrado 44 en la memoria 30. El patrén registrado 44
puede actualizarse independientemente de si la alarma 34 se ha activado. Por ejemplo, la actualizacién forzada del
patron 44 registrado puede ser necesaria porque la cantidad de deriva del patrén esta causando falsas alarmas, por
lo que la alarma 34 no se considera durante una actualizacién forzada. La actualizacién forzada del patron registrado
44 hace que el patron instantaneo 46 se convierta en la nueva linea de base para realizar el proceso de deteccion
de metales de las figuras 4-5, es decir, el patrén instantaneo 46 reemplazara al patron registrado 44. Después de
actualizar el patron registrado 44, se pueden reiniciar uno o mas indicadores (Etapa S66). Por ejemplo, el indicador
de fuerza puede estar en "0" para indicar que actualmente no se requiere ninguna actualizacién forzada. Los
indicadores descritos en detalle con respecto a la Etapa S74 también se pueden restablecer, es decir, restablecer a
"0". Después de restablecer uno o mas indicadores, el proceso de actualizacion del patron puede moverse a la
Etapa S56.

Volviendo a la etapa S58, si se determina que no se necesita una actualizacién forzada, por ejemplo, el indicador de
actualizacion forzada no se activa, la cancelacion de patrdn puede ser realizada (Etapa S68). Por ejemplo, la
cancelacion del patron se puede realizar usando el patrén registrado 44 y el patron instantdneo 46 como se ilustra y
se discutié anteriormente con respecto a las figuras 4-5. Si se determina que no se ha alcanzado el final del patrén,
la cancelacién del patron puede continuar realizandose, por ejemplo, se repite la Etapa S68. El final del patrén indica
que el final del patron registrado 44 y/o el patron instantaneo 46 se ha alcanzado de tal manera que las puertas 20
han alcanzado una posicién abierta (Etapa S70). Por ejemplo, se puede llegar al final del patrén después de que las
puertas 20 pasen de una posicion cerrada a una posicién completamente abierta, de modo que las puertas 20 ya no
se abran y no se cierren. Si se ha alcanzado el final del patron, se puede realizar un analisis del patrén (Etapa S72).
El proceso de analisis de patrones de la Etapa S72 es el mismo que en la Etapa S60, descrita en detalle con
respecto a la figura 10.

Después de que se realizé el analisis de patrén, se hace una determinacién en cuanto a si se necesita una
actualizacion normal de patron registrado 44 (Etapa S74). La actualizacién normal del patrén registrado 44 puede
indicar que el patron registrado 44 necesita actualizarse, pero no tan urgentemente como durante una actualizacion
forzada, como se discutié en detalle con respecto a la figura 11. La actualizacién normal del patrén registrado 44
puede determinarse como necesaria basandose, al menos en parte, en un indicador normal activado. El indicador
normal puede ser un caracter o una serie de caracteres almacenados en la memoria 30 que indica si se necesita la
actualizaciéon normal del patrén registrado 44. Por ejemplo, el indicador de actualizacion normal que tiene un valor de
"0" puede indicar que no se debe realizar la actualizacién normal en el patrén registrado 44, mientras que tener un
valor de "1" puede indicar que se realice el patron registrado de actualizacion normal 44. El ajuste del indicador de
actualizacion normal se describe en detalle con respecto al proceso de actualizacion del indicador de la figura 11.

Si se determina que no se requiere la actualizacion normal de patron registrado 44, por ejemplo, el indicador normal
no se activa, el procesamiento de deteccion puede llevarse a cabo (Etapa S76). El procesamiento de deteccidon se
realiza para determinar si se ha detectado un objeto metalico dentro de la zona de interrogacién, por ejemplo, el
objeto metdlico se detecta sin interferencia de las perturbaciones de sefial causadas por el movimiento de las
puertas de metal debido a la cancelacién del patrén en la Etapa S68. Se determina si las puertas 20 se estan
cerrando (Etapa S78). La determinacién de si las puertas 20 se estan cerrando puede basarse, al menos en parte,
en datos de posicion de los sensores 22. Si se determina que las puertas 20 no se cierran, el proceso de deteccion
de la Etapa S76 se puede repetir o continuar. Sin embargo, si se determina que las puertas 20 se estan cerrando, el
procesamiento de deteccion se puede inhibir o detener, es decir, el procesamiento de deteccion puede no ser
necesario mientras las puertas se cierran porque es poco probable que haya un objeto metalico presente en la zona
de interrogacién durante el proceso de cierre de la puerta. La inhibicion del procesamiento de deteccién durante el
cierre de las puertas 20 o mientras que las puertas 20 estan cerradas ahorra recursos de procesamiento. Si se
determina que las puertas 20 se estan cerrando, la actualizacion del indicador se puede realizar como se explica en
detalle con respecto a la figura 11 (Etapa S80). La actualizacion del indicador se puede realizar para determinar si
los indicadores normales y/o de fuerza deben establecerse en "1", es decir, activarse.

Se realiza una determinacién si desea actualizar el patron registrado 44 con el patrén instantaneo 46 (Etapa S82).
La determinacion de la Etapa S82 puede basarse, al menos en parte, en si la actualizacion del indicador de la Etapa
S80 activo algun indicador. Si un indicador normal y/o un indicador de fuerza se activan o establecen en "1" en la
Etapa S80, el patrén registrado 44 puede actualizarse utilizando el patrén instantaneo 46 del ciclo de puerta actual.
El hecho de actualizar el patron registrado 44 en funcién del ciclo de puerta actual o un ciclo de puerta futuro se
basa, al menos en parte, en los elementos vitales del patrén, los atributos del sistema y/o el disefio del sistema. Si
se determina que no se actualiza el patrén registrado 44, se puede repetir la Etapa S56. Sin embargo, si se
determina que el patrén registrado 44 necesita actualizarse, la determinacion de los criterios de calidad de la Etapa
S62 se puede realizar como se explicd anteriormente con respecto a la Etapa S62. Alternativamente, la
determinacion de los criterios de calidad de la Etapa S62 se puede omitir de tal manera que la Etapa S82 pase
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directamente a la actualizacién del patron 44 registrado en la Etapa S66. Alternativamente, si se determina actualizar
el patron registrado 44, la determinacion de la Etapa S56 se puede hacer de tal manera que el patron registrado 44
se actualizara con otro patrén instantaneo recibido 46 durante un ciclo de puerta posterior.

Volviendo a la Etapa S74, si se determina que se requiere la actualizacion normal de patrén registrado 44, por
ejemplo, el indicador de actualizacion normal se activa, se realiza una determinacién de si se cumplen los criterios
de calidad, es decir, si el patron instantaneo 46 tiene una calidad minima del patrén (Marcador "A" en la Etapa S84).
Por ejemplo, la determinacion de la Etapa S84 puede ser igual o sustancialmente similar a la determinacion de la
Etapa S62. Si se determina que los criterios de calidad no se cumplen, se puede realizar el procesamiento de
deteccion de la Etapa S76 (Marcador "B" en la Etapa S76). Sin embargo, si se determina que se cumplen los
criterios de calidad, se determina si la alarma 34 se ha activado (Etapa S86). Por ejemplo, se determina si el patrén
instantaneo 46 ha activado la alarma 34. Si se determina que la alarma 34 se ha activado, se puede realizar el
procesamiento de deteccion de la Etapa S76 (Marcador "B" en la Etapa S76). Si se determina que la alarma 34 no
se ha activado de manera que no haya objetos metalicos en la zona de interrogacion, el patrén registrado 44 puede
actualizarse o reemplazarse con el patron instantaneo 46 (Etapa S88). Las etapas de actualizacion del patron de
S64 y S88 pueden ser iguales o sustancialmente iguales. Después de actualizar el patron registrado 44, los
indicadores de actualizacion forzosa y/o normal pueden restablecerse o ponerse a "0". Las Etapas de indicadores de
reinicio S66 y S90 pueden ser iguales o sustancialmente iguales. Después de que se hayan reiniciado los
indicadores, se puede realizar la determinacion de la Etapa S56, es decir, se puede realizar la determinacion de
apertura de la puerta (Marcador "C" en la Etapa S56).

La figura 10 es un diagrama de flujo de un proceso a modo de ejemplo de andlisis de patrones de las Etapas S60 y
S72 de acuerdo con los principios de la invencion. Se determinan uno o mas signos vitales o caracteristicas (Etapa
S$92). Los signos vitales del patron pueden indicar la calidad y la deriva del patron del patron instantaneo 46, entre
otras caracteristicas del patrén instantaneo 46 y/o del patrén registrado 44. La deriva del patrén en los signos vitales
del patrén indica la cantidad de deriva entre el patron instantaneo 46 y el patrén registrado 44. Por ejemplo, la deriva
del patrén puede incluir la activacién de la alarma, el recuento de valores atipicos, la suma normalizada, la diferencia
de amplitud maxima, la diferencia de amplitud minima, la diferencia de fase maxima y la diferencia de fase minima,
entre otras caracteristicas del patrén instantaneo 46, el patron registrado 44 y/o la comparacién de los dos patrones.

La decision de alarma puede indicar si el patron instantaneo 46 activo la alarma 32. El recuento del delineador
puede indicar el nUumero de impulsos en el patrén instantaneo 46. Por ejemplo, el recuento de valores atipicos puede
incluir el nimero de picos de nivel de sefial en el patron instantaneo 46 que exceden un valor de nivel de sefal
predefinido. La suma normalizada del patrén instantaneo 46 puede formatear la suma de los valores del patron
instantaneo 46 de manera que puedan compararse con las sumas normalizadas almacenadas previamente del
patrén instantaneo 46, es decir, cada patrén instantdneo 46 se normaliza entre un valor minimo predefinido y un
valor maximo.

La diferencia de amplitud maxima puede corresponder a la diferencia de amplitud maxima entre el patron registrado
44 y el patrén instantaneo 46. La diferencia de amplitud minima puede corresponder a la diferencia de amplitud
minima entre el patrdn registrado 44 y el patrén instantaneo 46. La diferencia de fase maxima puede corresponder a
la diferencia de fase maxima entre el patron registrado 44 y el patron instantaneo 46. La diferencia de fase minima
puede corresponder a la diferencia de fase minima entre el patréon registrado 44 y el patrén instantaneo 46.

La calidad del patron instantaneo 46 puede incluir un recuento de pico y un recuento de cambios bruscos, entre
otras caracteristicas del patrén instantaneo 46. El recuento de picos puede ser el nimero de picos de amplitud en el
patron instantaneo 46. Por ejemplo, cada recuento de picos puede indicar un cambio en la amplitud de un valor mas
bajo a un valor mas alto a un valor por debajo del valor mas alto. Si bien no es un recuento de picos tipico y solo con
fines ilustrativos, la figura 7 ilustra el patron instantaneo recibido 46 que tiene un recuento maximo de uno. El
recuento de picos puede indicar al menos en parte la calidad del patrén del patrén instantaneo 46, por ejemplo,
cuanto menor sea el recuento de picos, mayor sera la calidad del patron instantaneo 46.

El recuento de cambios bruscos puede indicar un cambio minimo de amplitud durante un periodo de tiempo
predefinido. Por ejemplo, el recuento de cambios bruscos puede ser un cambio de amplitud minimo sobre N
muestras del patron instantaneo 46, donde N es un numero entero positivo. El recuento de cambios bruscos puede
indicar al menos en parte la calidad de patron del patrén instantaneo recibido 46, por ejemplo, cuanto mayor sea el
recuento de cambios bruscos, menor sera la calidad del patrén instantaneo 46.

Los signos vitales determinados del patron se pueden almacenar en la memoria 30 (Etapa S94). Las caracteristicas
de patron determinadas del patron instantaneo recibido 46 pueden almacenarse en una ubicacion en una memoria
intermedia circular de ubicacién N, en el que N es un numero entero positivo. Cada ubicacion en la memoria
intermedia circular puede almacenar las caracteristicas del patron determinado del patrén instantaneo recibido 46
durante un ciclo de puerta respectivo. La memoria intermedia circular puede ser una memoria intermedia de tamario
fijo (tamarfio N) en la que los datos, por ejemplo, determinados signos vitales de patrén se escriben en la memoria
intermedia, de modo que los datos que se han escrito en la memoria intermedia mas largos son los primeros en ser
sobrescritos con nuevos datos. Los datos mas antiguos en la memoria intermedia circular de ubicacién N
almacenados en la ubicacion n son los primeros en ser sobrescritos por datos nuevos. El tamanio inicial de la
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memoria intermedia circular se puede establecer en funcion, al menos en parte, de las mediciones en el lugar de
implementacion del sistema, por ejemplo, en funcion de las mediciones durante la configuracion del sistema. El
tamafio de la memoria intermedia circular, por ejemplo, las ubicaciones N, puede ser estatico o actualizado
dinamicamente segun el rendimiento del sistema. Los sistemas menos estables, como los que tienen mas deriva,
pueden tener un valor de N mayor que los sistemas mas estables que tienen menos deriva, Ngrande > Npequerio. El
tamafio de la memoria intermedia circular puede variar segun el rendimiento del sistema. Alternativamente, el
operador del sistema solo puede actualizar el tamafio de la memoria intermedia circular, es decir, permanece
estatico hasta que el operador del sistema lo actualiza manualmente. La memoria intermedia circular de ubicacion N
permite al sistema 10 realizar un seguimiento continuo del rendimiento y la deriva sin consumir recursos valiosos del
sistema.

La figura 11 es un diagrama de flujo de un proceso de actualizacion de indicador de ejemplo de acuerdo con los
principios de la invencién. Los atributos del sistema se determinan, por ejemplo, se determina al menos un atributo
del sistema (Etapa S96). Los atributos del sistema pueden indicar la cantidad de deriva del patron sobre una
cantidad predefinida de ciclos de puertas y el recuento total de alarmas. Los atributos del sistema pueden incluir el
recuento total de alarmas, la diferencia promedio, la desviacién de la diferencia y la desviacion del perfilador, entre
otras estadisticas basadas, al menos en parte, en los datos almacenados en la memoria intermedia circular de
ubicaciéon N, es decir, los atributos del sistema se determinan en funcion, al menos en parte, de los elementos vitales
del patrén almacenados en la memoria intermedia circular de ubicacién N. El recuento total de alarmas puede ser la
suma de las activaciones de alarma para cada ubicaciéon en la memoria intermedia circular. Por ejemplo, solo las
ubicaciones de memoria intermedia n-1 y n-8 pueden tener decisiones de alarma que indiquen la activacion de la
alarma 34, de manera que el recuento total de alarmas sea dos. La diferencia promedio incluye la diferencia
promedio entre uno o mas signos vitales de patrén almacenados en la memoria intermedia circular de ubicacion N.
Por ejemplo, la diferencia promedio puede incluir la diferencia de amplitud maxima promedio, la diferencia de
amplitud minima, la diferencia de fase maxima y la diferencia de fase minima, entre otras diferencias promedio de
uno o mas signos vitales. Se puede determinar la diferencia promedio entre la diferencia de fase maxima entre los
signos vitales de patréon almacenados en las ubicaciones de almacenamiento intermedio circular n a n-9.

La desviacién de diferencia puede incluir la desviacion entre uno o mas signos vitales de patrén guardados en la
memoria intermedia circular de ubicacién N. La desviacion de diferencia puede ser una desviacién estandar entre el
recuento de valores atipicos, la suma normalizada, la diferencia de amplitud maxima, la diferencia de amplitud
minima, la diferencia de fase maxima y/o la diferencia de fase minima, respectivamente. Por ejemplo, se puede
determinar la desviacién estandar entre la diferencia de amplitud maxima, almacenada en las ubicaciones de
memoria intermedias circular n a n-9. Las desviaciones estandar de otros signos vitales determinados pueden
determinarse.

Se realiza una determinacion en cuanto a si al menos un atributo del sistema excede al menos un umbral de
indicador (Etapa S98). El umbral de indicador puede ser un valor o nivel de calidad predefinidos, de manera que al
sobrepasar el umbral del indicador se indica que el patrdn registrado 44 debe actualizarse. Por ejemplo, el umbral
del indicador para las alarmas totales puede ser cinco (5), de modo que cuando las alarmas totales determinadas de
los atributos del sistema superan los cinco, el patron registrado 44 se actualiza, es decir, se activa un indicador de
actualizacion forzada. Se pueden usar otros umbrales de indicador o una combinacién de umbrales de indicador
basados en valores de atributos del sistema para determinar si la actualizacion forzada del patron registrado 44 es
necesaria. Por ejemplo, el controlador del sistema 16 puede determinar que el patrén registrado 44 debe
actualizarse, es decir, dispara un indicador de fuerza, en respuesta a la determinacion de la diferencia promedio y la
desviacion del valor atipico en los atributos del sistema que exceden los respectivos umbrales del indicador. En
respuesta a la determinacion de que al menos un atributo del sistema excede al menos un umbral de indicador, se
puede establecer o activar el indicador de actualizacion forzada, por ejemplo, el indicador de actualizacién forzada
se puede establecer en "1" (Etapa S100). Por ejemplo, el al menos un umbral de indicador puede ser un nimero
total de alarmas de cinco, de modo que cuando la cuenta total de alarmas excede de cinco, se activa un indicador de
actualizacion forzada. El indicador de actualizacién forzada puede activarse independientemente de la deriva del
patrén indicada en los atributos del sistema, es decir, se basa en el nUmero total de alarmas activadas 34.

Si se hace la determinacion de que al menos un atributo de sistema no excede al menos un umbral de indicador, se
hace una determinacion en cuanto a si el al menos un atributo del sistema esta dentro de un rango de deriva (Etapa
S102). El rango de deriva puede ser un rango predefinido de uno o mas valores de atributos del sistema que indican
que el sistema 10 no tiene ninguna o alguna deriva del patron, pero no lo suficiente para hacer que al menos un
atributo del sistema supere el al menos un umbral de indicador en la Etapa S98. Si se determina que al menos un
atributo del sistema no esta dentro del rango de deriva, se puede activar el indicador de actualizacién normal, es
decir, el indicador de actualizacién normal se actualiza (Etapa S104). La cantidad de deriva de patrén sobre una
cantidad predefinida de ciclos de puerta puede estar fuera del rango de deriva. Por ejemplo, la diferencia promedio
en los atributos del sistema esta fuera del rango de deriva predefinido. El rango de deriva puede proporcionar una
deteccién temprana de la deriva creciente, de modo que solo se requieren actualizaciones normales para mantener
una deteccion precisa de metales, es decir, no se requiere una actualizacion forzada.

Si se determina que al menos un atributo del sistema esta dentro del rango de deriva predefinido, se toma la
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decision de no actualizar ningun indicador, por ejemplo, el indicador normal y el indicador de actualizacion forzada
permanecen en valores nulos o "0" debido a que la deriva no es lo suficientemente significativa como para activar un
indicador de actualizacién normal y/o de fuerza (Etapa S106).

La presente invencion puede realizarse en hardware, software, o una combinacién de hardware y software.
Cualquier tipo de sistema informatico, u otro aparato adaptado para llevar a cabo los procedimientos descritos en
este documento, es adecuado para realizar las funciones descritas en este documento.

Una combinacion tipica de hardware y software podria ser un sistema informatico especializado o de propoésito
general que tenga uno o mas elementos de procesamiento y un programa informatico almacenado en un medio de
almacenamiento que, cuando se carga y ejecuta, controla el sistema informatico de modo que lleve a cabo los
procedimientos descritos en el presente documento. La presente invencién también puede integrarse en un producto
de programa informatico, que comprende todas las caracteristicas que permiten la implementacion de los
procedimientos descritos en este documento, y que, cuando se carga en un sistema informatico, es capaz de llevar a
cabo estos procedimientos. Medio de almacenamiento se refiere a cualquier dispositivo de almacenamiento volatil o
no volatil.

Programa de ordenador o aplicacién en el presente contexto significa cualquier expresién, en cualquier lenguaje,
cadigo o notacién, de un conjunto de instrucciones destinadas a hacer que un sistema tenga una capacidad de
procesamiento de la informacion para realizar una funcion particular, ya sea directamente o después de cualquiera o
ambos de lo siguiente a) conversién a otro idioma, cédigo o notacion; b) reproduccién en una forma material
diferente.

Ademas, a menos que se haga mencién con anterioridad a lo contrario, hay que sefialar que todos los dibujos que
se acompafan no estan a escala. Significativamente, esta invencién se puede materializar en otras formas
especificas sin apartarse de los atributos esenciales de la misma, y, en consecuencia, se debe hacer referencia a las
siguientes reivindicaciones, en lugar de a la memoria descriptiva anterior, como indica el alcance de la invencion.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo electrénico de vigilancia de articulos (EAS)/deteccion de metales, que comprende:

un receptor (40), recibiendo el receptor (40) un patrén de sefal (46) que representa perturbaciones del campo
electromagnético a lo largo del tiempo causadas por el movimiento de puertas de metal (20) en una region de
deteccion;

una memoria (30), estando la memoria (30) en comunicacién con el receptor (40), almacenando la memoria (30)
un patrén de sefal registrado (44) de un patron de sefal recibido previamente y al menos un criterio de calidad; y
un procesador, estando el procesador en comunicacion con la memoria (30), el procesador:

determina las caracteristicas del patrén, indicando las caracteristicas del patron una calidad del patrén de
sefial recibido (46);

determina si se cumple el al menos un criterio de calidad basado, al menos en parte, en las caracteristicas
del patrén; y

realiza una actualizacion normal del patron de sefal registrado (44) basandose, al menos en parte, en
determinar que se cumple al menos un criterio de calidad,

caracterizado por que el procesador determina ademas si se necesita una actualizacién forzada del patron de
sefial registrado (44), por lo que se produce una actualizacion forzada del patron de sefial registrado (44) antes
de una actualizacién normal cuando al menos un atributo del sistema excede un umbral de indicador, de manera
que el indicador se activa y se cumple dicho al menos un criterio de calidad.

2. El dispositivo de EAS/deteccién de metales de la reivindicacién 1, en el que las caracteristicas del patron incluyen
al menos uno de una serie de picos de sefial y un nimero de cambios bruscos de sefial, siendo el cambio brusco de
sefial una tasa minima de cambio de sefial a lo largo del tiempo.

3. El dispositivo de EAS/deteccién de metales de la reivindicacion 1, en el que el procesador determina ademas los
atributos del sistema, indicando los atributos del sistema al menos uno de la desviacién de la sefial de una pluralidad
de patrones de sefial recibidos previamente (46) y una serie de alarmas (34) activadas por la pluralidad de patrones
de senal recibidos previamente (46).

4. El dispositivo de EAS/deteccion de metales de la reivindicacion 3, en el que la actualizacion del patron de sefal
registrado (44) se produce basandose al menos en parte en si el niumero de alarmas (34) activadas excede un
umbral.

5. El dispositivo de EAS/deteccién de metales de la reivindicaciéon 4, en el que la actualizacién del patrén de sefial
registrado (44) se produce independientemente de la desviacién de la sefial de una pluralidad de patrones de sefial
recibidos previamente (46) cuando se excede el umbral.

6. El dispositivo de EAS/deteccion de metales de la reivindicacion 5, en el que la actualizacion del patron de sefal
registrado (44) se produce basandose al menos en parte en la deriva de la sefial de la pluralidad de patrones de
sefal recibidos previamente (46) cuando no se supera el umbral.

7. El dispositivo de EAS/deteccion de metales de la reivindicacion 3, en el que la memoria (30) incluye ademas una
memoria intermedia circular de ubicacion N, donde N es un entero positivo, almacenando la memoria intermedia
circular caracteristicas del patron de la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente (46), correspondiendo
cada uno de la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente (46) a una ocurrencia diferente de la apertura
de las puertas de metal (20), basandose los atributos del sistema, al menos en parte, en las caracteristicas del
patréon almacenadas en la memoria intermedia circular.

8. Un sistema integrado de vigilancia electrénica de articulos (EAS)/deteccion de metales, comprendiendo el
sistema:

al menos un sensor (22), detectando el al menos un sensor (22) una posicién de puertas de metal (20) en una
regiéon de deteccion; y
un dispositivo, comprendiendo el dispositivo:

un receptor (40), estando el receptor (40) en comunicacién con al menos un sensor (22), recibiendo el
receptor (40) datos de posicion de puertas de metal (20) y un patréon de sefial (46) que representa
perturbaciones del campo electromagnético a lo largo del tiempo causadas por el movimiento de las puertas
de metal (20) en la region de deteccién;

una memoria (30), estando la memoria (30) en comunicacion con el receptor (40), almacenando la memoria
(30) un patrén de sefial registrado (44) de un patron de sefial recibido previamente (46) y al menos un criterio
de calidad; y

un procesador, estando el procesador en comunicacion con la memoria (30), el procesador:
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determina si las puertas de metal (20) se abren basandose, al menos en parte, en los datos de posicion;
determina las caracteristicas del patron en respuesta a la determinacién de que las puertas de metal (20)
se estan abriendo, indicando las caracteristicas del patrén una calidad del patrén de sefial recibido (46);
determina si se cumple el al menos un criterio de calidad basado, al menos en parte, en las
caracteristicas del patron; y

realiza una actualizacién normal del patrén de sefal registrado en respuesta a la determinacion de que se
cumplen los criterios de calidad,

caracterizado por que el procesador también

determina si se necesita una actualizacion forzada del patrén de sefial grabado (44), por lo que se
produce una actualizacion forzada del patréon de sefial grabado (44) antes de una actualizacién normal
cuando al menos un atributo del sistema excede un umbral de indicador, de manera que el indicador se
activa y se cumple dicho al menos un criterio de calidad.

9. El sistema de la reivindicacion 8, en el que el procesador determina ademas los atributos del sistema, indicando
los atributos del sistema al menos uno de la desviacion de la sefial de una pluralidad de patrones de sefal recibidos
previamente (46) y una serie de alarmas (34) activadas por la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente
(46).

10. El sistema de la reivindicacién 9, en el que la actualizacion del patréon de sefial registrado (44) se produce
basdndose al menos en parte en si el nUmero de alarmas (34) activadas excede un umbral.

11. El sistema de la reivindicacion 10, en el que la actualizaciéon del patron de sefal registrado (44) se produce
basandose al menos en parte en la deriva de la sefal de la pluralidad de patrones de sefal recibidos previamente
(46) cuando no se supera el umbral.

12. El sistema de la reivindicacion 11, en el que la actualizaciéon del patron de sefial registrado (44) se produce
independientemente de la desviacion de la sefial de la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente (46)
cuando se excede el umbral.

13. El sistema de la reivindicacion 8, en el que la memoria incluye ademas una memoria intermedia circular de
ubicacién N, donde N es un entero positivo, almacenando la memoria intermedia circular caracteristicas del patron
de la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente (46), correspondiendo cada uno de la pluralidad de
patrones de sefal recibidos previamente (46) a una ocurrencia diferente de la apertura de las puertas de metal (20),
basandose los atributos del sistema, al menos en parte, en las caracteristicas del patron almacenadas en la
memoria intermedia circular.

14. Un método para reducir los efectos de interferencia de sefial de puertas de metal (20) en un sistema integrado
de vigilancia de articulos (EAS)/deteccion de metales, comprendiendo el método:

recibir un patrén de sefial (46) que representa las perturbaciones del campo electromagnético causadas por el
movimiento de puertas de metal (20) en una region de deteccion;

almacenar un patron de sefial registrado (44) de un patron de sefal recibido previamente (46) y al menos un
criterio de calidad;

determinar las caracteristicas del patrén, indicando las caracteristicas del patrén una calidad del patron de sefal
recibido (46);

determinar si se cumple el al menos un criterio de calidad basado, al menos en parte, en las caracteristicas del
patron; y

realizar una actualizacion normal del patron de sefal registrado (44) en respuesta a la determinacion de que se
cumple al menos un criterio de calidad,

caracterizado por que

determina si se necesita una actualizacion forzada del patron de sefial registrado (44), por lo que se produce una
actualizacion forzada del patrén de sefal registrado (44) antes de una actualizacion normal cuando al menos un
atributo del sistema excede un umbral de indicador, de manera que el indicador se activa y se cumple dicho al
menos un criterio de calidad.

15. El método de la reivindicacion 14, en el que el procesador determina ademas los atributos del sistema, indicando
los atributos del sistema al menos uno de la desviacion de la sefal de la pluralidad de patrones de sefial recibidos
previamente (46) y una serie de alarmas (34) activadas por la pluralidad de patrones de sefial recibidos previamente
(46).

16. El método de la reivindicacion 15, en el que la actualizacion del patron de sefial registrado (44) se produce
basdndose al menos en parte en si el nUmero de alarmas (34) activadas excede un umbral.

17. El método de la reivindicaciéon 16, en el que la actualizacion del patron de sefial registrado (44) se produce
basandose al menos en parte en la deriva de la sefal de la pluralidad de patrones de sefal recibidos previamente
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(46) cuando no se supera el umbral.

18. El método de la reivindicacion 15, que incluye ademas almacenar caracteristicas de patrén de la pluralidad de
patrones de sefal recibidos previamente (46) en una memoria intermedia circular de ubicacién N, donde N es un
numero entero positivo, correspondiendo cada uno de la pluralidad de patrones de sefal recibidos previamente (46)
a una ocurrencia diferente de la apertura de las puertas de metal (20), basandose los atributos del sistema, al menos
en parte, en las caracteristicas del patron en la memoria intermedia circular.
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